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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 7: Calcul de I'erreur de désadaptation des réponses spectrales

in

troduite dans les mesures de test d’un dispositif photovoltaique

ANANDNT DDAOADNC
MAVAINTTTTINUTUO

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg de'n omposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de r objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de norm ines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités ationales.
Leur glaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouvernems htales, en
liaisor) avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI janisation
Internptionale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées paracco ipns.

2) Les decisions ou accords officiels de la CEIl concernant les q a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, d ités nationaux Intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent so jnternationales. lls sopt publiés
commje normes, rapports techniques ou g lesZomités nationaux

4) Dans |e but d'encourager l'unification internati pbliquer de
fagon [transparente, dans toute la mesure po internationales de la CEIl dans leufs normes
nation régionale
correg

5) La CHI n'a fixé aucune pro onsabilité
n'est $

6) L'attefption est attirée sur i drtai ememts de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objet| de droits &N de droits analogues. La CEl ne saurait étre tgnue pour
respofsable de e propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Nor a été établie par le comité d'études 82 de|la CEI:

Systém

Cette deu 5t remplace la premiére édition (monolingue, anglais), garue en

1995 etk sion technique.

Le texte e est issu des documents suivants

FDIS Rapport de vote
82/184/FDIS 82/200/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 7: Calcul de I'erreur de désadaptation des réponses spectrales
introduite dans les mesures de test d’'un dispositif photovoltaique

1 Objet

Cette pa ntroduite
dans le|test d un dlsposmf photovolta|que due d une part a Ia desadataﬂon d ponses
spectral drt a la
désadaptation entre le spectre pour I'essai et le spectre de référenc pplique

définie dans la CEl 60904-10.

2 Références normatives

Les dog
qui y eg
Au mon
aux acd
possibil

ci-apres.

en vigug
CEl 604
dispositf
I'éclaire
CEl 60
linéaritd

3 Deg

60904.

éur et les parties prjenantes

invi a reche}cher la
documents normatifs [ndiqués

dentYe registre des Normes interndtionales

Wdisieme partie: Principes de medure des
sage terrestre incluant les données de

e de la

intégration des produits des réponses spectrales relafives du

e du spécimen en essai et des éclairements spectraux relatifs du
ur et-ge Ia distribution de I'éclairement spectral de référence tels que définis|dans la
04-3._Ainsi:

L’erreur
disposit
simulatsg
CEIl 609
Jq

Jo

S1A

kq Usqy
J3

ESt ta gensité du_courant og CourTt-citcuit de ta Ccefiute de Teference sous un
éclairement de 1 000 WIin~2 et la distribution spectrale de référence [Alin~2];

est la densité du courant de court-circuit de la cellule de référence, mesurée en
lumiére solaire naturelle ou simulée [Alh~2];

est la réponse spectrale absolue de la cellule de référence a la longueur d’'onde A
[ADV 1Y

est la réponse spectrale relative de la cellule de référence a la longueur d’onde A;

est la densité de courant de court-circuit du spécimen en essai, sous éclairement
solaire de 1 000 W2 et la distribution spectrale de référence [A~2];
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PHOTOVOLTAIC DEVICES -

Part 7: Computation of spectral mismatch error
introduced in the testing of a photovoltaic device

pe

This part of IEC 60904 describes the procedure for determining the error introduced in the
testing of a photovoltaic device caused by the interaction of the mismatch between the spectral

responsrlis of the test specimen and the reference device, and the mismaftch b ween

spectru
which a

2 Noifjmative references

The foll
constit:r
were v

on this
recent €

registerg

IEC 60
photovag

IEC 609

3 Deg

The err
referend
and the

and the reference spectrum. The procedure applies only
e linear over the range of interest, as defined in IEC 60904-

irratiance o 1 000 Wn~2 and the reference spectral distribution [Alin~ 2]

iS(the short-circuit current density of the reference cell as measured in n§

the test
devices

his text,
indicated
s based
he most
maintain

rrestrial

s of the
imulator
if

aving an

itural or

S1A

\ . ' ) e E 23
STimuiated soiar raaiatiorn [Atn =],

is the absolute spectral response of the reference cell at wavelength A [AIW™1];

is the relative spectral response of the reference cell at wavelength A;

is the short-circuit current density of the test specimen in solar radiation having an
irradiance of 1 000 Wiin~2 and the reference spectral irradiance distribution [An~2];
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est la densité de courant de court-circuit du spécimen en essai mesurée en lumiére

solaire naturelle ou simulée [An~2];

est la réponse spectrale absolue du spécimen en essai a la longueur d'onde A

[ADW-1];

est la réponse spectrale relative du spécimen en essai a la longueur d’onde A;

est I'éclairement spectral absolu & la longueur d'onde A de la distribution de

I’éclairement spectral de référence [Wm=2[pm-1];

Ja

Sox

ko Usgy
Gs)\

ks OGq)
G

ks OGy,
d’ou:

J1 =] 54
Jo = [ sy
J3=] sy
Ja=1] sy

spectral
Al =Tk
A, =Jk
Az =[k
As=Tk
L’erreur
donnée

est I'éclairement spectral relatif a la longueur d'onde A
I’éclairement spectral de référence;

est I'éclairement spectral absolu a la longueur d’onde A
ou simulée [WIn—2[um~1];

est I'éclairement spectral relatif a la longueur d’ante

ou simulée;

h\ OGg) Od(A)
L G, Od(A)
h G, Ud(A)
h G, Od(A)

tion de

aturelle

solaire faturelle

afes relatives mesurées et de I'éclairement

st alors

Erreur

€ désadapration spectale (%) = MBXLUU = E(‘A1 DL\A) I_BJ—OB —JBX
B J g aAz 0az) 0o 0 g °

00
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